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KARTA PRZEDMIOTU

studia stacjonarne: M#2-S2-AiR-104

Kod przedmiotu

studia niestacjonarne: M#2-N2-AiR-104

Zaawansowane programowanie systemoéw

Nazwa przedmiotu .
kontrolno pomiarowych

Advanced programming of measurement and

N dmiot jezyk ielski
azwa przedmiotu w jezyku angielskim | .~ o systems

Obowigzuje od roku akademickiego 2024/2025

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow Automatyka i Robotyka

Poziom ksztaicenia Il stopien

Profil studiow Ogélnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw | Studia stacjonarne i niestacjonarne
Zakres Wszystkie

Jednostka prowadzaca przedmiot | Katedra Automatyki i RobotyKi

Koordynator przedmiotu dr hab. inz. Leszek Cedro, prof. PSk

dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PSk, Dziekan Wydziatu

Zatwierdzit Mechatroniki i Budowy Maszyn

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie w planie | studia stacjonarne Semestr |

studiow - semestr

studia niestacjonarne | Semestr |

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) Nie
Liczba punktow ECTS 2
Forma prowadzenia zajeé wyktad éwiczenia | laboratorium | projekt inne
studia
i i . 15 15
Liczba gOdZI“ staCJonarne:
W semestrze studia 9 9
niestacjonarne:
. Politechnika Swietokrzyska Projekt , Dostosowanie ksztafcenia w Politechnice Wydziat Mechatroniki
ﬁ Kielce University of Technology Swietokrzyskief do potrzeb wspdfczesnej gospodarki” WMiBM | Budowy Maszyn
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EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty ksztalcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Ma zaawansowang wiedze w zakresie mechatroniki
Wo1 obejmujgca . zagadnienia budowy .ukiadow AR2 W09
elektromaechnicznych oraz ma pogtebiong wiedze w -
. zakresie metrologii.
Wiedza Ma pogtebiong i uporzadkowang wiedze z zakresu
W02 pogigblong 1 uporza '8 ¢ AIR2_WO07
programowania oraz przetwarzania danych. -
W03 Ma pogtebiong i upo.rzadkowa’na wiedze w zakresie AR2 W08
cyfrowego przetwarzania sygnatéw. -
Uo1 Pot.rafl ’zailstosowac.:. odpovs’/lednle metod.y. numeryF:zne do AIR2 U0S
obliczen i symulacji uktadéw automatyki i robotyki. —
Umiejetnosci Potrafi zorganizowa¢ i przeprowadzi¢ eksperyment
UO02 |potrzebny do rozwigzania zadania zwigzanego z AiR2_U09
cyfrowym przetwarzaniem sygnatéw.
Kompetencje Ma swiadomos$¢ potrzeby samodzielnego uzupetniania i .
K01 o s : AiR2_KO01
spoteczne poszerzania wiedzy z zakresu automatyki i robotyki. -

TRESCI PROGRAMOWE

Forma .
o . Tresci programowe
zajeé
Srodowisko LabView w systemach kontrolno-pomiarowych. Struktury danych i techniki
programowania w systemach pomiarowych. Programowanie réwnolegte i
wielozadaniowe w LabView. Implementacja algorytmow filtracji i analizy sygnatéw.
wykfad Implementacja regulatoréw  klasycznych  PID. Implementacja regulatorow

adaptacyjnych. Integracja systemu LabView z urzgdzeniami zewnetrznymi. Testowanie
i diagnostyka systeméw pomiarowych i kontrolnych. Monitorowanie wydajnosci i analiza
danych w czasie rzeczywistym.

laboratorium

Tworzenie aplikacji w trybie VI (Virtual Instrument). Programowanie réwnolegte i
synchronizacja procesow. Stosowanie kolejek w aplikacjach wielowagtkowych.
Integracja systemu pomiarowego — komunikacja z urzgdzeniami. Konfiguracja i
obstuga czujnikéw. Zbieranie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym i ich
analiza. Wizualizacja danych i wynikéw w interfejsie uzytkownika. Filtracja sygnatow w
celu eliminacji szuméw. Programowanie systeméw kontrolnych — sterowanie PID.
Tworzenie interaktywnych paneli sterujgcych. Integracja z systemami zewnetrznymi i
wbudowanymi. Przesytanie danych miedzy LabView a mikrokontrolerami.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia (zaznaczy¢ X)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
wo1 X
W02 X

Politechnika Swigtokrzyska
Kielce University of Technology

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice
Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki”
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W03 X

uol X

uo2 X

K01 X
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

For.m’a Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

zajec
wyktad zaliczenie z ocena Pozytywne zaliczenie koncowego kolokwium. Uzyskanie co

najmniej 50 % punktow.

laboratorium

zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zaje¢. Ocena koncowa
jest srednig arytmetyczng ocen czgstkowych.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
Obciazenie studenta Jetdkgos
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem WG C]F] SJWIE] L] P h
’ studiow 15 15 9 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
< nauczyciela akademickiego 34 22 L
Liczba punktow ECTS, ktéra student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,4 0,9 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
> studenta 16 28 h
Liczba punktow ECTS, ktéra student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnegj 0,6 1,1 ECTS
pracy
Naklad pracy zwigzany z zajeciami
6 o charakterze praktycznym 25 25 0
Liczba punktow ECTS, ktdra student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o 1 1 ECTS
charakterze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca
9. studenta 50 50 h
Punkty ECTS za modut
10. | 1 punkt ECTS od 25 do 30 godzin obcigzenia 2 ECTS
studenta
- ‘ ; Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice .
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